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研究背景及び目的

現在行われている非線形超音波測定では周波数の異なる2つのトランスデューサを用いて行われ
ている。しかし、実際の現場ではき裂が被検体内部に存在し、トランスデューサで被検体が挟み込
めない場合が多い。そこで本研究では1つのトランスデューサで送信と受信の周波数帯が異なる
デュアル共振型トランスデューサを開発し反射法によって1つのトランスデューサで非線形超音波
測定を可能とするトランスデューサの開発を目的とした。

き裂高さ5mmの軟鋼試験片を3点曲げ試
験により開閉口させ、その時の非線形の
値を測定した。
また印加電圧を変化させることで振幅も
変化させ測定
を行った。
き裂先端部に
働く応力拡大
系を0～76
×10
まで変化させ
非線形効果の
変化を調べた。
その結果、非線
形効果はき裂の
開閉口の状態よ
りも入射超音波
の振幅に大きく
依存することが
分かった。
また、送信を

PZT圧電素子で行
い、受信はP(VDF-
TrFE)で行うトラン
スデューサを製作
しP(VDF-TrFE)送信
の時との比較を行
った。
印加電圧を上げて
いくとPZT送信の
方が非線形性が大
きく現れた。
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